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OGLOSZENIE O UDZIELANYM ZAMOWIENIU-
ZAPROSZENIE DO SKE.ADANIA OFERT

na mikroskop sil atomowych AFM wraz z wyposazeniem
(rodzaj zamowienia: dostawa)
zgodnie z ZP/003426/21

Podstawa prawna ogtoszenia: art.11 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 11 wrzegnia 2019 r. Prawo zaméwier
publicznych

1. Pelna nazwa Zamawiajacego (dane do faktury)
POLITECHNIKA SLASKA
Ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
NIP: 631-020-07-36

Dane jednostki zamawiajgcej:

nazwa: Katedra Fizykochemii i Technologii Polimeréw, Wydziatu Chemicznego
adres (kod pocziowy, miasto, ulica, numer): 44-100 Gliwice, Stl‘ZOdy 9

osoba do kontaktu: dr inz. Sandra Pluczyk-Malek

tel. 32237 1024 fax: 32 237 15 09. mail: sandra.pluczyk-malek@polsl.pl

2. Opis i szczegblowe wymagania dotyczace przedmiotu zaméwienia i realizacji
zamowienia:
CPV (kod, nazwa): 38510000-3 Mikroskopy

Wymagane parametry techniczne znajduja si¢ w tabeli parametréw technieznych
znajdujgcej sig na koncu niniejszego ogloszenia.

a) termin dostawy/wykonania: do 4 miesigey liczony od dnia udzielenia zamdwienia, w
tym szkolenie dla minimum 3 pracownikéw w ilosci co najmniej 2 dni.

b) okres gwarancji: min. 2 lata od dnia odbioru przedmiotu zaméwienia, gwarancja
obejmujaca mikroskop oraz wszystkie urzadzenia peryferyjne zapewniajgca bezplatna
naprawe oraz wymiane czesci

¢) przystgpienie do usuniecia usterki lub awarii, w ramach udzielonej gwarancji jakosci,

w ciggu 14 dni od momentu zgtoszenia i dokonad jej usuniecia w ciagu kolejnych 30 dni

d) warunki platnosci: przelewem bankowym do 14 dni, po dostawie, instalacji i
szkoleniu oraz otrzymaniu prawidlowo wystawionej faktury:

¢) miejsce dostawy/wykonania Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerow
Wydzialu Chemicznego, 44-100 Gliwice, Strzody 9

3. Sposdb przygotowania oferty oraz miejsce i termin skladania ofert:

3.1. Oferte nalezy ztozy¢ w jednej z ponizszych form:

w wersji elektronicznej na e-mail: sandra.pluczyk-malek@polsl.pl

Wykonawea, ktéry zlozy oferte w formie elekironicznej zobligowany jest do wyslania Zgdania
potwierdzenia  odebrania  wiadomosci  elektronicznej (4. oferty wraz = zalgeznikami) przez
Zamawiajgcego — po otrzymaniu Zqdania Zamawiajqcy potwierdzi otrzymanie oferty w JSormie
elektronicznej. W przypadku nie otrzymania potwierd=enia Wykonawea ma obowigzek wystgpié do
Zamawiajgeego ponownie o takie potwierdzenie celem uzyskania informacji o jej zlozeniu pod rygorem
przyjecia, ze oferta nie zostala zlozona.

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29.03.2021
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3.2. Calkowita oferowana cena musi obejmowaé kompleksowg realizacje zamdwienia
i uwzglednia¢ wszystkie sktadniki cenotwoéreze, w tym koszty transportu, ubezpieczenia,
wszelkie ewentualne cta, podatki, sktadki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne, itp.

4. Oferty otrzymane po terminie sktadania ofert nie bgdg rozpatrywane.

5. Zamawiajagcy ma prawo w kazdej chwili uniewazni¢ postepowanie bez podania
przyczyny.

6. Kryteria oceny ofert*:
a) Najnizsza cena

7. Do oferty sporzadzonej (i podpisanej) na zalaczonym ,,Formularzu Oferty” muszg by¢
dolaczone nastepujace dokumenty:

8. Przedmiot zamowienia jest realizowany zgodnie z umowg numer UMO-
2019/35/D/ST5/01136 nazwa programu SONATA 15 tytul projektu: Wielofunkcjonalne
organiczne materialy elektroaktywne. synteza i kompleksowa charakterystyka

9. Zgodnie z art. 13 wust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Slaska z siedzibg
w Gliwicach, przy ul. Akademickiej 2A;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego ;

¢) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy Pzp;

d) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
trwania umowy;

e) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposGb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

g) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych';

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktorych mowa

' skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego ani zmiang postanowier umowy w zakresie niezgodnym = ustawq Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokolu oraz jego zalgcznikiv;
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w art. 18 ust. 2 RODO?;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

h) nie przystuguje Pani/Panu:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jestart. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Niniejszy dokument sporzadzil/sporzadzila:

/f 05‘ Z'O 2‘( Sandra Pluczyk-Matek .. 0\'(-“ ‘n"f" . Ma‘

data imie , nazwisko i podpis pracownika prowadz Cego sprawe
podpis p p 4cego sp

Niniejszy dokument ze strony jednostki Zamawiajgcej zostal zaakceptowany przez

ecownlk proje -
ez o EAade

data podpis z imienng pieczatka dysponenta $rodkéw

Zalgeznik:
- Jormularz oferty
- WZ0r umowy

. prawo do ogramiczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesienin do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby Jizyeznej Iub
prawnej, lub z iwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czlonkowskiego.
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Tabela parametréw technicznych

Lp. Wymagane parametry
1 2
1 Glowica mikroskopu z whudowang alktywna platformg antywibracyjng oraz skanerem pracujacym w
" | ukladzie skanowania sonds, z rozdzielonymi skanerami dla osi XY oraz dla osi Z.
5 Glowica posiadajaca plaski ultad skanowania w osiach XY o minimalnym zakresie pracy 100 pm x
© 100 .
. Glowica posiadajgca optyczny uklad kontroli przemieszczenia skanera osi 7, poziom szuméw nie
= wigkszy niz 180 pm.
4 Gtlowica mikroskopu umozliwiajaca zautomatyzowane ciggle zblizanie sondy do powierzchni probki
© | z wysokosci co najmniej 10 mm
5. | Zblizenie sondy do powierzchni probki z wyeliminowanym ruchem bocznym.
Rozdziclczosé pozycjonowania:
6. e wosiach XY co najmniej 6 pm;
® wosiZ conajmniej 0.9 pm.
7. | Rozdzielony skaner osi Z o zakresie skanowania co najmniej 12 pm.
Q Mikroskop z optycznym laserowym ukladem detekeji pracujgcy w zakresie co najmniej od 630 do
" 1 680 nm.
9. | Czestotliwos¢ pracy detektora polozenia plamki lasera co najmniej 4MHz.
10 Maksymalny poziom szuméw nie wigkszy niz 40 pm RMS (pomiar w trybie dynamicznym, podczas
" | pracy w powietrzu).
1. | System wykorzystujgcy standardowe sondy oraz sondy ze strukturami pozycienujacymi.
2 System podczas pracy z sondami posiadajacymi struktury pozycjonujace powinien umozliwiaé prace
" | bez koniecznosci ustawiania lasera na sondzie oraz kolimacji detektora,
13 Podezas wymiany sond ze strukturami pozycjonujgeymi dopuszezalny btad potozenia sondy
> maksymalnie 10 um,
Mozliwoéé pomiaru probek o:
14, e maksymalnra §rednica do 120 mm;
» maksymalna wysoko$é do 10 mm.
15 System umozliwiajgey przeprowadzenie pomiarow probek w cieczy w petnym zanurzeniu; wysokosé
" | lustra cieczy nad probka co najmnigj Smm.
16. | Mozliwod¢ pracy w trybie kontaktowym z obrazowaniem sit lateralnych.
7. | Mozliwos¢ pracy w trybie z przerywanym kontaktem oraz obrazowaniem fazowym.
18. { Mozliwo$¢ pracy w trybie bezkontaktowym.
19. | Mozliwos¢ pracy w trybie obrazowania magnetycznego MFM.
20. | Mozliwos¢ pracy w trybie mapowania potencjatu powierzchni jedno oraz dwuprzebiegowy KPFM.
21, | Mozliwos¢ pracy w trybie obrazowania elektrostatycznego EFM.
22. I Mozliwosc pracy w trybie z modulagja sity FM,




23.

Mozliwo$¢ pracy w trybie pomiaru rezystancji rozproszonej SSRM.

24.

Mozliwos¢ pracy w trybie litografii statycznej i dynamiczna.

25.

Mozliwos¢ pracy w trybie spektroskopii mechanicznej sita — odlegto$é.

26.

Kontroler zbudowany w oparciu o uklad FPGA CPU umozliwiajacy szybkie zbieranie danych.

27.

Kontroler umozliwiajgcy dynamiczne filtrowanie oraz analize danych w czasie rzeczywistym.

28.

Kontroler posiadajacy cyfrowa petle sprzezenia zwrotnego z co najmniej 24 bitowa architelturg
przetwarzania sygnatu obejmujgcg zaréwno przetworniki analogowo-cyfrowe (ang. ADC) jak i
cyfrowo-analogowe (ang. DAC).

Kontroler umozliwiajgcy automatyczne wyznaczanie czestotliwosci rezonansowej dla uprzednio
wybranej belki sprezystej.

Kontroler powinien taczy¢ sie z komputerem bezposrednio przez port USB, bez wykorzystania karty
DSP.

Zapis danych z rozdzielezo$cia co najmniej 8000x8000 punktéw dla co najmniej 8 kanatow danych.
Oprogramowanie mikroskopu umozliwiajace pomiar odlegtosci, katow, a takze chropowatosci, dla
32. | catego zmierzonego obszaru, w zaznaczonym fragmencie oraz dla kazdej zebranej linii w czasie
trwania pomiaru.
33. | Oprogramowanie umozliwiajace wykonanie przekroju w czasie trwania pomiaru.
34 Oprogramowanie mikroskopu umozliwiajace rownoczesne wys$wietlanie co najmnicj 8 kanaléw
S danych oraz zebranych danych na zywo w interaktywnym widoku 3D.
35. | Oprogramowanie mikroskopu umozliwiajgce pracg w trybie stalej wysokogei.
36 Oprogramowanie pozwalajace na zblizanie sondy do powszechni z mozliwoscia zdefiniowania
" | koficowej wysokosci nad powierzchnia.
37 Oprogramowanie powinno posiada¢ mozliwos¢ darmowej aktualizacji przez pobranie nowej wersji
~ | bezposrednio ze strony producenta mikroskopu.
38 Pliki wynikowe generowane przez oprogramowanie powinny zawieraé zapis dla wszystlkich kanatow
e danych, nawet gdy kanaly nie byly wy$wietlane na zywo w oprogramowaniu.
19 Zintegrowana z baza mikroskopu oslona akustyczna obszaru skanowania shuzaca zapewnieniu
et najnizszego poziomu zaklécen mechanicznych.
Zintegrowany z bazg mikroskopu aktywny piezoelektryczny uklad izolacji wibracyjnej, izolacja
40. | powinna charakteryzowac¢ si¢ co najmniej 94 % ttumieniem drgan dla czestotliwoscei 5Hz oraz co
najmniej 99% tlumieniem drgan dla czestotliwodci powyzej 10 Hz.
A1 Zintegrowany z bazg mikroskopu ukfad pozycjonowania probki, wykorzystujacy $ruby
~ | mikrometryczne, pozwalajacy na zmiang polozenia probki w zakresie + 20 mm w osiach XY,
Zintegrowany z baza mikroskopu uklad podgladu optycznego powierzchni prabki posiadajacy dwic
42 osie optyczne, widok pierwszy zbierany pod katem 45 °© z polem widzenia maksymalnie 2,4 x 2,4
* | mm, widok drugi zbierany prostopadle do powierzchni z polem widzenia maksymalnie 2,0 x 1,5
mm, powigkszenia powinno by¢ sterowane z poziomu oprogramowania.
43 Uktad podgladu optycznego wyposazony w co najmniej jedna kamere o rozdzielezogci co najmniej
" | 5 MP oraz rozdzielczos$¢ lepsza niz 2 pm.
44. | Komora akustyczna izolujgca caly mikroskop wraz z podstawa antywibracyjna.
Sondy do trybu:
45, e statycznego co najmniej 15 sztuk;
e dynamicznego co najmniej 15 sztuk.
16 Mikroskop powinien zawieraé system do akwizycji danych zgodny z wymaganiami kontrolera

mikroskopu.




47.

Dostawa powinna obgjmowa¢ ciezki stot [aboratoryjny pod komore akustyczng, a takze stoh
przeznaczony dla zestawu komputerowego umozliwiajacy instalacje mikroskopu w laboratorium.

48.

Wylkonawca powinien zapewni¢ lokalny serwis i wsparcie techniczne.

49.

Mozliwo$é pdzniejszej rozbudowy o dodatkowy piezoelektryczny skaner osi Z o zakresie pracy
100 pm.

50.

Mozliwoéé podzniejszej rozbudowy o komore do pomiaréw elektrochemicznych, umozliwiajacy
prowadzenie badan na standardowych pretach elektrochemicznych lub elektrodach ptaskich z

wykorzystaniem komercyjnej miniaturowej elektrody referencyjnej Ag/AgCl. Komora powinna
umozliwia¢ kontrole atmosfery aby pomiary mogly by¢ realizowane w atmosferze beztlenowe;j.

Mozliwo$¢ pdzniejszej rozbudowy o przedwzmacniacz pradowy o zakresie pomiarowym od co

1. najmniej 0.5 do 50 nA z rozdzielczoécig co najmniej 3 pA
Mozliwo$¢ pdzniejszej rozbudowy o uklad grzewczo chlodzacy pozwalajacy na kontrole
temperatury probki w zakresie od co najmniej -30°C do 160°C, szybko$é¢ grzania i chtodzenia co
najmniej 15°C/min, rozdzielczosci pomiaru temperatury co najmniej 0,05 °C, stabilnos¢ utrzymania
temperatury co najmniej 0,5 “C.

53 Mozliwosé pozniejszej rozbudowy o uktad kontroli srodowiska pozwalajacy na obnizenie

" | wilgotnosei atmosfery, w ktorej prowadzony jest pomiar.
54 Mozliwo$é pdZniejszej rozbudowy o uktad kontroli ci$nienia pozwalajacy na eksperymenty z sonda

typu FFM.

Niniejszy dokument sporzadzil/sporzadzila:
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